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NORMA BRANŻOWA BN-75 
Analogowe układy scalone 3375-26 

MIKROUKlADY Metody pomiaru parametrów Arku .. 00 
SCALONE 

elektrycznych 
Postanowienia ogólne Grupa katalogowa XIX '2.S 

1. WSTEP 

1.1. Prsed.iot n0rml' Prsedmiotem normy s~ metody pomiaru para
metr6w elektryoanyoh analogowyoh układ6w scalonych. 

1.2. Zakres tematyczny normy. Kolejno numerowane arkusze normy 
(od 01) zawieraj~ 8zo.eg6łowe postanowienia dotyczące okre$lonyoh 
metod pomiaru parametr6w elektrycznych analogowych układów scalo
nyoh. 

1.3. Zakre8 stoaowania normy. Normę stoauje się przy badaniach 
rozjemczyoh. 

1.4. Przedmiot arkusza normy. Prse4miotem niniejasego arkusza~ 
~ s~ poatanowienia ogólne • zakreau pomiaru parametrów analogowych 
układów soalonyoh. 

1.5. Określenia 

ampli t wly, przy ~1~.~5~.~1~.~M~a~1l~~a~y~g~n=a~ł - sygnał o takiej wartości 

której dalsze jej smniejasanie na pomijalny wpływ na wynik pomiaru. 

1.5.2. Obwód zwarty - obwód o tak małej impedancji, że jej dalaze 
z.niejazenie ma pomijalQJ wpływ na wynik pomiaru. 

1.2.). Obwód rozwarty - obwód o tak dutej impedancji, że dalaze 
jej zwiękazanie ma pomijalny wpływ na wynik pomiaru. 

1.5.4. fr6dło napieciowe - źródło o tak małej impedancji 
tranej, te dalsse jej zmniejszanie ma pomijalQJ wpływ na 

wewnę

wartość 
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1.5.5. tr6dło prądowe - źr6dło o tak dutej impedancji, te daleze 
jej zwiększanie ma pomijalny wpływ na wartość prądu w obciąteniu. 

1.5.6. Miejsce pomiaru - miejsce na wyprowadzeniach układu bada
nego, w kt6rym wykonuje się pomiar, określone np. poprzez podanie 
odległości miejsca pomiaru od końca wyprowadzenia. 

1.5.7. Elementy pomocnicze - elementy podłączone do wyprowadzeń 

układu scalonego zewnętrzne elementy bierne RLC oraz elementy cltY&
ne, umotliwiające właściwą pracę badanego układu scalonego. 

2. POSTANOWIENIA OG6LNE 

2.1. Wartości dopuszozalne. Warunki pomiar6w powinny b,yć takie, 
aby nie została przekroozona tadna z wartości dopuszczalnych mie
rzonego układu. Wymaganie to dotyczy r6wnież stan6w nieustalonych, 
zaistniałych przy włączaniu i wyłączaniu układu z obwodu pomiarowe
go, a także przy podłączaniu źr6deł do układu. Dla wartości gra~ 

nicznych szczeg6łowe kryteria nie są podawane, wobec tego nie pod
legają one pomiarom, chooiaż podlegają sprawdzeniu. 

2.2. Zasilacze. Źr6dła napięoia lub prądu stałego polaryzujące 
badany układ powinny mieć tętnienia o wartości, kt6rej wpływ na wy
nik pomiaru jest pomijalny. 

2.3. Warunki temperaturowe. Jeżeli w normie przedmiotowej lub w 
szozeg6łowyoh warunkach pomiarowych nie podano inaozej, temperatura 
otoczenia w ozasie wykonywania pomiaru powinna być r6wna 25 ±20 0. 
W wypadku gdy znana jest zależność temperaturowa badanego parametr~ 
pomiary mogą być wykonywane w temperaturze r6żnej od 250 0. 

Należy zapewnić wymagane przez metodę pomiaru warunki chłodzenia 

badanego układu. 

2.4. Zabezpieczenie przed wpływami zewnętrznymi. Mierzony układ 

nalety zabezpieczyć przed wpływami zewnętrznymi, np. p6l elektrycz
nych i magnetycz~ych, wibracji oraz światła w takim stopniu, aby 
nie wpływały one na wynik pomiaru. 

2.5. Ustalone warunki pomiaru. Pomiary powinny być wykonywane w 
warunkach ustalonyoh wskazań wartości mierzonego parametru. Jeżeli 

warunki pomiaru są przyczyną zmian mierzonego parametru w 
pomiar należy wykonywać metodą impulsową lub powinien b,yć 

jednoznaczny spos6b określenia wartości paramet~u, np. ozas 
od momentu podłączenia zasilania do zakończenia pomiaru. 

czasie, 
podany 

liczony 
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2.6. Zabezpieczenia. Dopuszcza się stosowanie elementów lub uk~R 

d6w zabezpieczaj&cych w celu oohrony mierzonego, analogowego układu 
scalonego lub układu pomiarowego. Zabezp i eczenia powinny mieć pomi 
jalny wpływ na wynik pomiaru. 

2.7. Zabezpieczeriie przed szkodliw)"mi oSQylacJ!!.!!!.!..:. Na.le ży zapo
biec szkodliwym oscylacjom lub zniekształceniom sygnałów pOllliaro-
wych, wpływaj&cym na wynik pomiaru. 

2.8. Reaktancje rozproszone. Przy pomiarze parametr ów wielk i ej 
częstotliwości naldy zmniej szyć do minimum wpływ reaktancji roz 
proszonych, reaktancji doprowadzeń oraz niepoż~danych sprzężeń e
lektromagnetycznych poprzez odpowiedni montaż i ekranowanie. 

2.9. Dopuszczalne błędy pomiarów. Układ pomiarowy powinien by ć 

tak wykonany, aby całkOWity bł~d pomiaru nie przekraczał wartości, 
- 10% przy pomiarze parametrów statycznych, 
- 20% przy pomiarze parametrów dynamicznych, 
(jeżeli poszczególne arkusze lub normy przedmiotowe nie stanowią 

inaczej). 

2.10. Wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych. Przyrządy po
miarowe przeznaczone do pomiarów parametrów elektr,ycznych układów 

scalonych oraz stosowane w zestawach pomiarowych powinny spełniać 

warunki podane w za~~czniku do niniejszej normy. 

2.11. Warunki pomiaru. W normach przedmiotowych należy podać: 
a) schematy 
- ezczegółowy - dotycz§oy układu pomiarowego, 
- montażowy - dotyczący układu pomiarowego w przypadku, gdy wynik 

pomiaru zależy od sposobu wykonania montażu, 
- blokowy - dotYCZący badanego układu scalonego przy bardziej 

skomplikowanej budowie tego. układu, 
b) wartości 
- temperatury otoczenia lub odniesienia, 
- napięć (prądów) zssilaj§cych, 
- parametrów sygnał6w pomiarowych, 
- parametrów obciążenia. 

KON I EC 

Zał'lcznik 

I nformacj e dodatkowe 
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ZALlCZNIK 

1MIAGABIA DO'l'YCZACE PRZYRZAD6W PCIIIAROIYCH 

1. PrIl'dD!iot !!ymaga6. Wymagania dotyoz/l budowy przyrządów oru 
z'stawów prs.znaozonyoh do pomiarów param.trów analogowyoh układów 

soalonyoh. 

2. Zsodno~6 !lmasań dotyo.&oyoh przyrz&d6w II normami na m.tody 
pomiarowe. Przyrz,dy pomiarowe oraz zestawy pomiarowe prz. znac zone 
do pomiar6w rozjemczyoh powinny umożliwia6 pomiar określonego para
metru zgodnie z odpowiedni, norm/l na metod~ pomiaru. 

W przyrz,dacb przeznaczonych do innyoh pomiarów (np. pomiarów ma
sowycb lub laboratoryjnyoh) dopuezcza si~ etosowanie alternatywnyoh 
metod pomiarowyob pod warunkiem, te zostanie utrzymana wymagana do
kładnoś6 pomiaru lub odpowiednio uwzgl~dn10ny wzrost błędu pomiaru. 

3. Ustalenia dotycz&oe sasilania. ZaBUacze polaryzujące mierzony 
układ scalony powinny być tak wykonane, aby: 

- niestałość parametrów zasilania przy wymianis badanych układów 

nie powodowała ich uszkodzeń, 
- w urz/ldzeniaohdo badania trwałośoi wymagane parametry zasila

nia były zapewnione prlly zmianie liozby badany oh układ6w, 
- wsp6łozynnik tętnień napięoia lub pr/ldu stałego nie przekraozał 

wartości 2%, jeżeli w poszczeg61nyoh arkuszach lub normach prze
dmiotowyoh nie podano inaozej. 

Przy ustalaniu wielkośoi punktu pracy 
bł,d 10% pod warunkiem, te nie Ilostanie 

dopuszcza się całkowity 

przekroozony maksymalny 
bł,d mierzonego parametru. 

4. Wymasania dotycz&ce gniazd i kontaktów pomiarowYch. Gniazda i 
zaciski pomiarowe przeznaczone do podłączenia mierzonego układu 

scalonego powinny by ć tak wykonane, aby jego pOdł,czeni. ni. wyma
gało wyginania lub zmiany kolejności wyprowadzeń. 

Gniazda stosowane przy pomiarach parametr6w wielkiej oz~stotli

wośoi powinny zapewniać kontakt na wyprowadzeniaoh w miejscu okreś
lonym w normacb przedmiotowych lub w innyoh szozeg6łowyoh warunkaoh 
pomiaru. 

5. Wymasania 
staw pomiarowy 

dotyoz&ce bezpieczeństwa obSługi. Przyrz/ld 
powinien być tak wykonany, aby nie narażał 

cego pomiar na poratenie pr/ldem elektryoznym. 

lub ze
wykonuj,-
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Wykonywanie pomiar6w przy napivoiaoh powyteJ 42 V wymaga zaohowa
nia niesbvdnej ostrotnośoi, a przede wszystkim przestrzegania pra
widłowej kolejnośoi ozynnośoi pomiarowyoh. 

Szkodliwe promieniowanie pola wielkiej ozvstotliwośoi w dowolnym 
miejsou przy przyrządzie nie mote przekraczać wartości 2 W/m2 w za
kresie czvstotliwośoi l MHz ~ 100 GHz. 

6. Wymagania dodatkowe dotyczące przyrząd6w przeznaozonych do po
miar6w produkoyjnyoh (masowyoh). Mierniki wekaz6wkowe oraz skalowa
ne elementy regulacyjne stosowane w przyrządaoh po~1nny spełniać 

nastvpująoe warunki: 
a) klasa mierników przeznaczonych do odczytu wartości mierzonego 

parametru powinna być nie gorsza od 1,5, 
b) mierniki naratone na regularne przeoiążenia, np. w trakcie po

miar6w lub przełączeń. powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie. 
c) regulacja zakresów pomiarowyoh miernik6w powinna być sprzężona 

z regulaoją zakres6w wielkości mierzonej przez ten miernik, 
d) jednej działce podziałki skali miernika wskaz6wkowego (lUb po

działki elementu regulacyjnego) powinna odpowiadać wartość mie
rzonej, dobrana w oiągu 

a.10" 

w którym: 
a - jedna z liczb: ±1, ±2 i i5, 
n - dowolna liozba całkowita (O, ±1. ±2. ±3 itd.), 
e) zastosowany mnożnik zakres6w pomiarowyoh m powinien 

warunek 

m =10 
.. 

w którym n. ± 1. ± 2. ± J itd. 

spełnia~ 

t) stosunek sąsiednich zakres6w pomiarowych (większego do mniej
szego) nie powinien być większy niż 3:1. 

Przyrz~dy przeznaozone do pomiarów układ6w Bcalonych O rótnych 
typach wyprowadzeń nalety wyposażyć w dodatkowe gniazda wymienne. 

Przyrzqd powInien mieć dodatkowe zaoiski i gniazda pomiarowe, u
łatwiaj ące oprawdzenie podstawowych parame,tr6w elektrycznyoh. 

Czas nagrzownnia przyrządu nie może przekraczać 15 min. Minimalny 
czas niepr~erwanej pracy przyrządu nie może być kr6tszy nit 16 god~ 
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Okres poprawnej praoy przyrządu:pom1ędzy kolejnymi kall braojam1 nie może 

o.yć kr6tszy nit 1 godz. Przyrządy przeznaozone do pomiar6w paramet
r6w elektryoznyoh układ6w soalonych powinny spełniać warunki I kla
sy oohronno&oi, tj. między innymi muszą być wyposatone w styk ooh
ronny, jeśli są zasilane ze źr6dła o napięoiu wyts~ym nit 42 v. 

Wszystkie elementy przyrządu pomiarowego dostępne w czasie obsłu
gi znajdująoe się pod napięoiem, którego wartość przekraoza 42 V, 
powinny być zabezpieczone przed dotknięoiem. 

Il!pIlACJE DODATJtOlrE 

1. Instytucja opracowująca nona, - l'Iaukowo-Produkcyjne Centrum PÓłprzewodników. 

2. Wykaz ~otycbczas ustanowioBIch arkuszy 

Ark. 00 Analogowe ukła~y scalone. Metudy pomiaru .'arametrów elektrycznych. Posta

nowienia ogólna 

Ark. 01 Analogowe układy scalone. Pomiar wzlJIUcnieniu. napięciowego Au 

Ark. 02 Analogowe układy scalona. Pomiar prą® 7laeilania 'ee lub p rądu l" pły-

nącego przez określone wyprowadzenie 

Ark. O) Analogowe ukła.cly Boalona. Pomiar współc7lynnika zawartości h'1I'lDOnicznych h 

Ark. 04 Analogowa układy scalona. Pomiar mocy traconej Pel 

Ark. 05 ADalogowe układy scalone. lQmiar wyjściowago napięcia nasycania Uuat 

Ark. 06 ADalogowe układy scalone. Pomiar rezystancji wejściowej HI 
Ark. 07 Analogowe układy Bcalone. Pomiar. rezystancji w,rjściowej H. 

J. ĄutoDY projektu DOm - mgr inż. Bogumił Owczarek - Instytut Technologii 

Elektronowa;! oraz inż. Adam Wojtarowicz - Naukowo-Produkcyjne Centrum PÓłprzewo-

dników. 


